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Part 5:  Guidel ines  for qual i ty assessment of miniature  fuse-l inks  

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  comm i ttees  ( I EC National  Committees).  The  object  of I EC  i s  to  promote  i n ternationa l  
co-operation  on  a l l  q uestions  concern ing  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l d s.  To  th i s  end  and  i n  
add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  Techn ical  Reports,  
Publ i cl y Avai l ab le  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC Publ i cation(s) ”) .  Thei r 
preparati on  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC Nati onal  Commi ttee  i n terested  i n  the  subject  deal t  wi th  
may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-governmental  organ i zati ons  l i a i s i ng  
wi th  the  I EC a l so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osely wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for 
S tandard i zati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by ag reement  between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  comm i ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Comm ittees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  conten t of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  exten t poss ible  i n  thei r nati onal  and  reg i ona l  pub l i cations.  Any d i vergence  between  
any I EC Publ i cati on  and  the  correspond ing  national  or reg iona l  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agents  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other d amage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  expenses  
ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  u se  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subj ect  of paten t  
ri gh ts.  I EC shal l  not  be  he l d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  601 27-5  has  been  prepared  by subcommittee  32C:  M in iature  fuses,  
of I EC techn ical  committee  32 :  Fuses.  

Th is  second  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  fi rst  ed i tion  publ ished  i n  1 988.  Th is  ed i tion  
consti tu tes  a  techn ica l  revis ion .  

Th is  ed i tion  i ncludes  the  fol l owing  s ign i fican t techn ica l  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

a)  add i ti on  of new tables  i n  4 . 3;  

b)  add i ti on  of new tables  i n  Clause  5.  

The  text of th is  s tandard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

32C/526/FDIS  32C/530/RVD  
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Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voti ng  i nd icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/I EC  D i rectives,  Part 2 .  

A l i s t of a l l  parts  i n  the  I EC 601 27  series ,  publ ished  under the  general  ti tle  Miniature fuses ,  can  
be  found  on  the  I EC websi te.  

The  committee  has  decided  that the  con tents  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  unti l  the  
stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp : //webstore. iec.ch"  i n  the  data  re lated  to  
the  speci fic publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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INTRODUCTION  

Accord ing  to  the  wish  expressed  by the  users  of m in iature  fuses,  a l l  s tandards,  
recommendations  and  other documents  relating  to  m in iature  fuses  shou ld  have  the  same 
publ ication  number i n  order to  faci l i tate  reference  to  fuses  in  other speci fications,  for example,  
equ ipment speci fications.  

Furthermore,  a  s ing le  publ ication  number and  subd ivis ion  i n to  parts  wou ld  faci l i tate  the  
establ ishment of new standards,  because  clauses  con tain ing  general  requ i rements  need  not be  
repeated .  

The  I EC 601 27  series,  under the  general  head ing  Miniature fuses,  i s  thus  subd ivided  as  fo l l ows:  

I EC 601 27-1 ,  Miniature fuses – Part 1 :  Definitions for miniature fuses and general requirements 
for miniature fuse-links 

IEC 601 27-2,  Miniature  fuses – Part 2: Cartridge fuse-links 

IEC 601 27-3,  Miniature  fuses – Part 3: Sub-miniature fuse-links 

IEC 601 27-4,  Miniature fuses – Part 4:  Universal modular fuse-links (UMF)  – Through-hole and 
surface mount types 

IEC 601 27-5,  Miniature fuses – Part 5:  Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links 

I EC 601 27-6,  Miniature  fuses – Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links 

IEC 601 27-7,  Miniature fuses – Part 7: Miniature  fuse-links for special applications 

I EC PAS  601 27-8,  Miniature fuses – Part 8:  Fuse resistors with particular overcurrent protection  

I EC 601 27-9,  (Free  for fu rther documents)  

I EC 601 27-1 0 ,  Miniature fuses – Part 10:  User guide for miniature  fuses 
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MINIATURE FUSES –  
 

Part 5:  Guidel ines  for qual i ty assessment of miniature  fuse-l inks  
 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC 601 27  g i ves  a  gu ide  for tests  for assess ing  the  qual i ty of m in iature  fuse- l inks  
other than  type  tests ,  for the  case  where  there  i s  no  complete  agreement between  the  user and  
the  manufacturer on  what such  tests  appl y.  

Th is  document provides  gu idel ines  and  l im i ts  general l y acceptable  for q ual i ty control  purposes  
by l arge  scale  users  and  manufacturers  of m in iatu re  fuse- l i nks.  Th is  document has  val i d i ty for 
l arge  scale  series  wi th  l ot  s i zes  of 1 0  000  and  more.  I t  i s  a lso  appl icable  for smal ler l ot  s i zes,  i f 
necessary.  

Period ic i nspections  by reduced  type  tests  (Clause  5)  are  i n tended  to  be  carried  ou t period ical l y 
i n  order to  ensure  that the  level  of techn ical  performance previousl y veri fied  by complete  type  
tests  as  g i ven  in  subsequent parts  of the  I EC 601 27  series  i s  main tained .  

The  frequency of period ic  i n  re lation  to  l ot-by- lot  inspections  i s  not establ ished  in  th is  document.  

2  Normative references  

The fo l lowing  documents  are  referred  to  i n  the  text i n  such  a  way that some or a l l  of the ir con tent  
consti tu tes  requ irements  of th is  document.  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl ies.  
For undated  references,  the  l atest  ed i ti on  of the  referenced  document ( includ ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 601 27-1 : 2006,  Miniature  fuses – Part 1 :  Definitions for miniature fuses and general 
requirements for miniature fuse-links  
I EC 601 27-1 : 2006/AMD1 :201 1   
I EC 601 27-1 : 2006/AMD2:201 5  

IEC 601 27-2: 201 4,  Miniature fuses – Part 2: Cartridge fuse-links 

I EC 601 27-3: 201 5,  Miniature fuses – Part 3: Sub-miniature fuse-links 

I EC 601 27-4: 2005,  Miniature fuses – Part 4:  Universal modular fuse-links (UMF)  – Through-hole  
and surface mount types  
I EC 601 27-4: 2005/AMD1 :2008   
I EC 601 27-4: 2005/AMD2:201 2  

I EC 601 27-7: 201 5,  Miniature fuses – Part 7: Miniature fuse-links for special applications 

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th i s  document,  the  terms  and  defin i ti ons  g i ven  in  I EC  601 27-1 : 2006,  
I EC 601 27-4: 2005 and  I EC 601 27-7: 201 5  appl y.  

I SO  and  I EC main tain  term inolog ical  databases  for use  i n  standard ization  at  the  fo l l owing  
addresses:  
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•  I EC  E lectroped ia:  avai lable  at  h ttp: //www.electroped ia.org /  

•  I SO  On l ine  browsing  p latform :  avai l able  at h ttp: //www. iso. org/obp  

4 Lot-by-lot inspection  

4.1  Test conditions  

The sample  appropriate  to  the  acceptable  qual i ty l evel  (AQL)  and  the  i nspection  l evel  shou ld  be  
as  designated  in  I EC 6041 0.  

4.2  Non-destructive  tests  

Table  1  shows primary characteristics  of samples .  

Table  1  – Primary characteristics  ( inspection  l evel  I I )  
(Samples  may be returned  to  the  lot after i nspection)  

Category Test  Sub-clause  
accord ing  to  

IEC  601 27-1 : 2006  

Classi fi cation  of 
defects  

AQL  

Major 
defect  

M inor 
defect  

Each  defect  Total /  
category 

Marking  Fuse-l i nks  

Colour codes  

6 . 1  

6 . 4  

x  – 0 , 25  – 

Mechan ica l  Term inations  a  8 . 3  x  – 0 , 25  0 , 65  

Al i gnment  8 . 4  x  – 

D imensions  8 . 1  x  – 

cracked  i nsu l ation  
(vi s i ble)  

– x  – 

E lectri cal  
conti nu i ty  

Cold  res i stance  b   x  – 0 , 25  0 , 65  

a  Wi thou t bei ng  immersed  i n  water.  

b  L im i ti ng  val ues  g i ven  by the  manufacturer and  based  upon  vol tage  d rop  measured  i n  accordance  wi th  9 . 1 ,  
I EC 601 27-1 : 2006  bu t  wi th  a  cu rrent  not  g reater than  1 0%  of rated  curren t of the  fuse.  

 

I f there  are  fau l ts  i n  one  category that l ead  to  fau l ts  i n  another category,  these  samples  are  
replaced  by new ones.  Th is  replacement shou ld  on l y be  made  i f the  AQL va lue  i n  th is  fau l t  
category i s  not exceeded .  

4.3  Destructive  tests  

4.3. 1  Destructive  tests  for IEC  601 27-2  and  IEC  601 27-3  

4.3. 1 . 1  Any fa i l ed  fuses  found  in  testi ng  to  Table  1  shou ld  be  replaced  by good  samples,  before  
con tinu ing  wi th  sampl ing  and  testi ng  to  Table  2 .  
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Table  2  (for IEC  601 27-2  and  IEC  601 27-3)  –  
Time/current characteristic  ( IEC  601 27-1 : 2006,  9.2. 1 )  

( Inspection  l evel  S4,  destructive  test)  

Fraction  i n  percentage of z,  at  mu l tiple  of IN  AQL 

1 , 0  IN  

or 

1 , 5  IN  
a  

2 , 0  IN  

or 

2 , 1  IN  

2 , 75  IN  4  IN  1 0  IN   

1 0  40  30  1 0  1 0  0 , 65  

z  =  sample  s i zes  accord ing  to  sampl i ng  p l an .  
a   Mod i fi ed  endurance  test  accord ing  to  9 . 4  b)  and  c)  of I EC 601 27-1 : 2006/AMD1 : 201 1 /AMD2: 201 5.  

 

4.3. 1 .2  When  an  acceptance  number other than  zero  is  i nd icated  i n  the  sampl ing  p lan ,  and  any 
fuse- l inks  fai l  to  operate  at 2 , 0  IN  or 2 , 1  IN  wi th in  the  maximum  time i nd icated  on  the  re levant  
Standard  sheet,  the  test curren t shou ld  be  i ncreased  wi thout  in terruption  to  2 , 2  IN  as  fo l l ows:  

For fuse- l i nks  having  a  mel ting  time of 30  m in  maximum  at 2 , 1  IN  for an  add i ti onal  1 0  m in .  

For fuse- l i nks  having  a  mel ti ng  time  of 2  m in  maximum  at 2 , 1  IN  for an  add i ti onal  2  m in .  

For fuse- l i nks  having  a  mel ti ng  time of 5  sec maximum  at 2 , 0  IN  for an  add i ti onal  5  s .  

I f any fuse- l ink fa i ls  to  operate  wi th in  th is  add i ti onal  t ime,  the  l ot  shou ld  be  deemed  to  be  
unacceptable,  regard less  of acceptance number i nd icated  i n  the  sampl ing  scheme.  

4.3.2  Destructive  tests  for IEC  601 27-4 

4.3.2 .1  Any fa i l ed  fuses  found  in  testi ng  to  Table  1  shou ld  be  replaced  by good  samples,  before  
con tinu ing  wi th  sampl ing  and  testi ng  to  Table  3.  

Table  3  (for IEC  601 27-4)  – Time/current characteristic   
( IEC  601 27-1 : 2006,  9 .2 .1 )  

( Inspection  l evel  S4,  destructive  test)  

Percentage  of z,  mu l tiple  rate  of I
N
 AQL  

1 , 25  IN  2  IN  1 0  IN   

20  60  20  0 , 65  

z  =  Number of samples  accord ing  to  sampl i ng  scheme.  

 

4.3.2 .2  When  an  acceptance  number other than  zero  i s  ind icated  i n  the  sampl i ng  p lan ,  and  any 
fuse- l inks  fa i l  to  operate  at  2 , 0  IN  wi th in  the  maximum  time  i nd icated  on  the  re levant Standard  
sheet,  the  test curren t shou ld  be  i ncreased  wi thou t  i n terruption  to  2 , 1  IN  as  fol l ows:  

For fuse- l i nks  having  a  mel ti ng  time of 2  m in  maximum  at 2 , 0  IN  for an  add i ti onal  2  m in .  

I f any fuse- l ink fa i l s  to  operate  wi th in  th is  add i ti onal  t ime,  the  l ot  shou ld  be  deemed  to  be  
unacceptable,  regard less  of acceptance number i nd icated  i n  the  sampl ing  scheme.  

4.3.3  Destructive tests  for IEC  601 27-7  

4.3.3.1  Any fa i l ed  fuses  found  in  testing  to  Table  1  shou ld  be  replaced  by good  samples,  before  
con tinu ing  wi th  sampl ing  and  testi ng  to  Table  4.  
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Table  4 (for IEC  601 27-7)  – Time/current characteristic   
( IEC  601 27-1 : 2006,  9 .2 .1 )  – ( Inspection  l evel  S4,  destructive test)  

Fraction  i n  percentage  of z,  at  mu l tiple  of I
N
 AQL  

IOVL  2 , 0  IN  

or 

2 , 1  IN  

2 , 75  IN  4  IN  1 0  IN   

 t2max  ≤  1  h    t8max  ≤  1  s   

 I f speci fi ed  

t1 mi n  

I f speci fi ed  

t3mi n  

t4max  

I f speci fi ed  

t5mi n  

t6max  

I f speci fi ed  

t7mi n  

 

1 0  40  1 0  1 0  30  0 , 65  

z   =  sample  s i zes  accord ing  to  sampl i ng  p l an .  

 

4.4  Acceptance  cri teria  

A batch  of m in iature  fuse- l inks  made  i n  accordance  wi th  I EC  601 27  (a l l  parts)  wi l l  be  cons idered  
as  having  an  acceptable  qual i ty l evel ,  i f the  tests  speci fied  i n  Table  1  and  one  of Table  2  or Table  
3  or Table  4  are  performed  i n  the  order i nd icated  and  the  number of defects  found  does  not 
exceed  the  acceptance  number g i ven  in  the  re levant sampl i ng  p lan .  

Acceptance tests  requ i ri ng  l ower AQL l im i ts  than  are  g i ven  above  shou ld  be  subject  to  specia l  
agreement between  the  user and  the  manufacturer.  

5 Periodic inspection  

5.1  Reduced  type  tests  for IEC  601 27-2  or IEC  601 27-3  

Table  5  shows  reduced  type  tests  for I EC 601 27-2  or I EC  601 27-3.  

Table  5  – Reduced  type  tests  for IEC  601 27-2  or IEC  601 27-3  

Subclause accord ing  to  
IEC 601 27-1 : 2006/ AMD1 : 201 1 /  

AMD2: 201 5  

Description  of tests  Sample  numbers  i n  
decreasing  values  of vol tage  

drop  

1  
to  
6  

7  

8  

9  

1 0   

1 1  

1 2  

1 3   

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
to  
30  

6 . 1  Marki ng  x  x  x  x  x  x  x   

8 . 1  

8 . 4  

D imensions  

Al i gnment  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 

9 . 1  Vol tage  d rop  x  x  x  x  x  x  x   

9 . 2 . 1  
Time/curren t 
characteri sti c  

2 , 0  IN  or 2 , 1  IN     x       

4 , 0  IN       x    

9 . 4 ,  i tems  b)  and  c)  
Endurance  test  and  maximum  sustained  
d i ss ipation  

x  
       

9 . 3  Breaking  capaci ty         

 1 0  IN  or 50  IN  

(see  Note)  

 x    x     

NOTE  Rati ngs  32  mA to  1 25  mA to  be  tested  at  50  IN .   

Rati ngs  1 60  mA to  1 0  A to  be  tested  at  1 0  IN .  
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Where  fai l u res  occur,  test resu l ts  shou ld  be  evaluated  as  speci fi ed  in  7 . 2. 3  of 
IEC 601 27-1 : 2006/AMD2:201 5.  

5.2  Reduced  type  tests  for IEC  601 27-4 

Table  6  shows reduced  type  tests  for I EC 601 27-4.   

Table  6  – Reduced  type  tests  for IEC  601 27-4 

Subclause  accord ing  to  
IEC  601 27-1 : 2006/ 

AMD1 : 201 1 /  AMD2: 201 5  

Description  of tests  Sample  numbers  i n  decreasing  values  of 
vol tage drop  

1  to  
6  

7  

8  

9  

1 0   

1 1  

1 2  

1 3   

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
to  
30  

6 . 1  Marking  x  x  x  x  x  x  x   

8 . 1  

8 . 4  

D imensions  

Al i gnment  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 

9 . 1  Vol tage  d rop  x  x  x  x  x  x  x   

9 . 2 . 1  
Time/current  characteri sti c  2 , 0  IN    x       

1 0 , 0  IN       x    

9 . 4 ,  i tems  b)  and  c)  
Endu rance  test  and  maximum  
sustained  d i ss ipati on  

x  
       

9 . 3  Breaking  capaci ty          

 1 0  IN  or 50  IN  

(see  Note)  

 x    x     

NOTE  Rati ngs  32  mA to  1 25  mA to  be  tested  at  50  IN .   

  Rati ngs  1 60  mA to  1 0  A to  be  tested  at  1 0  IN .  

 

Where fai l u res  occur,  test resu l ts  shou ld  be  evaluated  as  speci fied  i n  7 . 2. 3  of 
I EC 601 27-1 : 2006:AMD2:201 5.  

5.3  Reduced  type  tests  for IEC  601 27-7  

Table  7  shows  reduced  type  tests  for I EC 601 27-7.  
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Table  7  – Reduced  type  tests  for IEC  601 27-7  

Subclause accord ing  to  
IEC  601 27-1 : 2006/ 

AMD1 : 201 1 / AMD2: 201 5  

Description  of tests  Sample  numbers  i n  decreasing  values  of 
vol tage  drop  

1  to  6  7  

8  

9  

1 0   

1 1  

1 2  

1 3   

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20  

21  

22  

23  

24  

25  to  
30  

6. 1  Marking  x  x  x  x  x  x  x   

8 . 1  

8. 4  

D imensions  

Al i gnment  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 

9 . 1  Vol tage  d rop  x  x  x  x  x  x  x   

9 . 2 . 1  Time/curren t 
characteri sti c  

2 , 0  IN  (t2max)    x       

1 0 , 0  IN  (t8max)       x    

9 . 4 ,  i tems  b)  and  c)  
Endu rance  test  and  maximum  
sustained  d i ss ipati on  

x  
       

9 . 3  Breaking  capaci ty          

 5  IN  or 1 0  IN  or 50  IN  

(see  Note)  

 x    x     

NOTE  Rati ngs  32  mA to  1 25  mA to  be  tested  at  50  IN .    

Rati ngs  1 60  mA to  1 0  A to  be  tested  at  1 0  IN .    

Rati ngs  >  1 0  A to  be  tested  at  5  IN .  

 

Where fai l u res  occur,  test resu l ts  shou ld  be  evaluated  as  speci fied  i n  7 . 2. 3  of 
I EC 601 27-1 : 2006/AMD2:201 5.  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
COUPE-CIRCUIT MIN IATURES –  

 
Partie  5:  Lignes  directrices  pour l 'évaluation  de  la  qual i té   

des  éléments  de  remplacement miniatures  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l ' é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  À cet  effet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  d es  Normes  i n ternati ona les ,  
des  Spéci fi cations  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  d es  Spéci fi cations  accessibles  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC" ).  Leur é l aborati on  est  confiée  à  des  com i tés  d 'études,  aux 
travaux desquels  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ci per.  Les  organ isations  
i n ternati ona les ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pen t égal ement aux 
travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  selon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  de  l ’ I EC concernant l es  q uestions  techn i ques  représentent,  dans  l a  mesure  
du  poss ibl e,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud iés,  étant  donné  que  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  sont  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  doiven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC el l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cati on  i ndépendants  
fourn i ssen t d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs ,  accèdent aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants .  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandatai res,  
y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préjud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage  de  q uel que  
natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  fra i s  de  j usti ce)  et  l es  
dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sation  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cation  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L 'u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  que  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gnalé  l eu r exi stence.  

La Norme i n ternationale  I EC  601 27-5  a  été  établ ie  par l e  sous-com ité  32C:  Coupe-ci rcu i t  à  
fusib les  m in iatures,  d u  com ité  d 'études  32  de  l ' I EC:  Coupe-ci rcu i t  à  fusib les.  

Cette  deuxième éd i tion  annu le  et remplace  l a  prem ière  éd i tion  parue  en  1 988.  Cette  éd i ti on  
consti tue  une  révis ion  techn ique.  

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport  à  l 'éd i tion  
précédente:  

a)  a jout de  nouveaux tableaux en  4. 3;  

b)  a jout de  nouveaux tableaux à  l 'Article  5 .  
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Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

32C/526/FDIS  32C/530/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i s te  de  tou tes  l es  parties  de  l a  série  I EC  601 27,  publ i ées  sous  le  ti tre  général  Coupe-
circuit miniatures ,  peu t être  consu l tée  sur le  s i te  web  de  l ’ I EC.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  pub l i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant  l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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INTRODUCTION  

Conformément au  vœu  exprimé par l es  u ti l i sateurs  de  coupe-circu i t  m in iatures,  i l  convien t que  
toutes  l es  normes,  tou tes  l es  recommandations  et  tous  les  au tres  documents  concernant l es  
coupe-ci rcu i t m in iatures  comporten t le  même numéro de  publ ication  afin  de  faci l i ter l a  
référence aux coupe-circu i t  dans  d 'au tres  spéci fications,  par exemple  cel les  re lati ves  aux 
équ ipements.  

Par ai l l eurs,  un  seu l  numéro de  publ ication  et une  subd ivis ion  en  p l us ieurs  parties  faci l i ten t 
l 'é laboration  de  nouvel les  normes.  I l  est,  de  ce  fa i t,  i nu ti l e  de  reprodu ire  les  articles  
concernant des  exigences  générales.  

Ains i ,  l a  série  I EC  601 27,  publ iée  sous  le  ti tre  général  Coupe-circuit miniatures ,  est  
subd ivisée  comme su i t:  

I EC 601 27-1 ,  Miniature  fuses – Part 1 :  Definitions for miniature fuses and general 
requirements for miniature fuse-links (d ispon ible  en  ang la is  seu lement)  

IEC 601 27-2,  Coupe-circuit miniatures – Partie 2:  Cartouches 

IEC 601 27-3,  Coupe-circuit miniatures – Partie 3:  Éléments de remplacement subminiatures 

I EC 601 27-4,  Coupe-circuit miniatures – Partie  4:  Éléments de remplacement modulaires 
universels (UMF)  – Types de montage en surface et montage par trous 

IEC 601 27-5,  Coupe-circuit miniatures – Partie  5: Lignes directrices pour l'évaluation de  la  
qualité des éléments de remplacement miniatures 

IEC 601 27-6,  Coupe-circuit miniatures – Partie 6:  Ensembles-porteurs pour cartouches de  
coupe-circuits miniatures 

IEC 601 27-7,  Miniature fuses – Part 7: Miniature fuse-links for special applications (d ispon ib le  
en  ang la is  seu lement)  

IEC PAS  601 27-8,  Miniature fuses – Part 8:  Fuse resistors with  particular overcurrent 
protection  (d ispon ible  en  ang lais  seu lement)  

I EC 601 27-9,  (L ibre  pour d 'autres  documents)  

I EC 601 27-1 0 ,  Coupe-circuit miniatures – Partie 10: Guide d'utilisation  pour coupe-circuit 
miniatures 
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COUPE-CIRCUIT MIN IATURES –  
 

Partie  5:  Lignes  directrices  pour l 'évaluation  de  la  qual i té   
des  éléments  de  remplacement miniatures  

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La  présen te  partie  de  l ’ I EC 601 27  consti tue  un  gu ide  pour l es  essais  d 'évaluation  de  l a  qual i té  
des  é léments  de  remplacement m in iatu res .  I l  ne  s ’ag i t pas  d ’essais  de  type.  Ce  document 
s ’appl ique  l orsque  l ' u ti l i sateur et l e  fabricant ne  parviennent pas  à  conven i r des  é léments  su r 
l esquels  de  te ls  essais  s 'appl iquen t.  

I l  s ’ag i t  de  spéci fier des  l i gnes  d i rectrices  et des  l im i tes  nécessaires  au  contrôle  de  l a  qua l i té ,  
généralement acceptables  auss i  b ien  pour l es  gros  u ti l i sateurs  que  pour l es  fabricants  
d 'é lémen ts  de  remplacement m in iatures.  Le  présent document est  appl i cable  aux grandes  
séries  d ’un  effecti f de  1 0  000  l ots  et  p lus .  I l  s 'appl ique  également à  des  effecti fs  comportant 
moins  de  l ots ,  s i  nécessaire.  

Des  contrôles  périod iques  consti tués  par des  essais  de  type  rédu i ts  (Article  5)  son t destinés  à  
être  réal isés  régu l i èrement afin  de  garan ti r l e  main tien  du  n i veau  des  performances  
techn iques  véri fi é  précédemment par tous  l es  essais  de  type  spéci fi és  dans  l es  parties  
subséquentes  de  l a  série  I EC  601 27.   

La  fréquence  des  con trôles  périod iques  par rapport aux con trôles  l ot  par l ot  n 'est pas  établ i e  
dans  l e  présen t document.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i tion  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements).  

I EC 601 27-1 : 2006,  Miniature fuses – Part 1 :  Definitions for miniature fuses and general 
requirements for miniature fuse-links  (d ispon ib le  en  ang la is  seu lement)   
I EC 601 27-1 : 2006/AMD1 :201 1   
I EC 601 27-1 : 2006/AMD2:201 5  

IEC 601 27-2: 201 4,  Coupe-circuit miniatures – Partie  2:  Cartouches 

IEC 601 27-3: 201 5,  Coupe-circuit miniatures – Partie  3: Éléments de remplacement 
subminiatures 

IEC 601 27-4: 2005,  Coupe-circuit miniatures – Partie  4:  Éléments de remplacement 
modulaires universels (UMF)  – Types de montage en surface et montage par trous   
I EC  601 27-4: 2005/AMD1 :2008   
I EC 601 27-4: 2005/AMD2:201 2  

IEC 601 27-7: 201 5,  Miniature fuses – Part 7: Miniature fuse-links for special applications 
(d ispon ib le  en  ang lais  seu lement)  
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3 Termes et défin i tions  

Pour l es  besoins  du  présent document,  l es  termes  et  l es  défin i tions  de  l ' I EC  601 27-1 : 2006,  
l ' I EC  601 27-4: 2005 et l ' I EC  601 27-7:201  s 'appl iquen t.  

L' I SO  et l ' I EC tiennent à  j our des  bases  de  données  term inolog iques  destinées  à  être  u ti l i sées  
en  normal isation ,  consu l tables  aux adresses  su ivantes:  

•  I EC  E lectroped ia:  d ispon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www.electroped ia.org/  

•  I SO  On l ine  browsing  p latform :  d ispon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www. iso. org /obp  

4 Contrôle  lot par lot  

4.1  Cond i tions  d 'essai  

I l  convien t que  l 'échanti l l on  approprié  au  n iveau  de  qual i té  acceptabl e  (NQA)  et au  n iveau  de  
con trôle  soi t conforme à  l ' I EC  6041 0.  

4.2  Essais  non  destructi fs  

Le  Tableau  1  présente  l es  caractéristiques  primaires  des  échanti l lons.  

Tableau  1  – Caractéristiques  primai res  (n iveau  de  contrôle  I I )  
(Les  échanti l lons  peuvent être  réintégrés  dans  le  lot  après  contrôle)  

Catégori e  Essai  Paragraphe  
conformément à  

l ’ IEC  601 27-
1 : 2006  

Classi fi cation  des  
défau ts  

NQA 

Défaut 
majeur 

Défaut 
m ineur 

Chaque  
défau t  

Au  total /  
catégorie  

Marquage  É léments  de  
remplacement 

Codes  de  cou leu rs  

6 . 1  

6 . 4  

x  – 0 , 25  – 

Mécan ique  Sorti es  a  8 . 3  x  – 0 , 25  0 , 65  

D i spos i ti on  8 . 4  x  – 

D imensions  8. 1  x  – 

F i ssure  de  
l ’ i solation  
(vi s i b le)  

– x  – 

Conti nu i té  
é l ectri que  

Rés istance  à  froi d  b   x  – 0 , 25  0 , 65  

a  Sans  immersion  dans  l 'eau .  

b  Va leu rs  l im i tes  données  par l e  fabrican t su r l a  base  d ’ une  chu te  de  tension  mesurée  sel on  9. 1  de  
l ’ I EC 601 27-1 : 2006  mais  avec un  courant  i n férieur ou  égal  à  1 0  %  du  courant  ass igné  du  coupe-ci rcu i t  à  
fus ib les.  

 

Si  des  défau ts  présen ts  dans  une  catégorie  produ isent  des  défauts  dans  une  autre  catégorie,  
ces  échanti l l ons  sont  remplacés  par de  nouveaux échan ti l l ons.  I l  convien t d 'effectuer ce  
remplacement un iquement s i  l a  va leur d e  NQA dans  cette  catégorie  de  défau t n 'est pas  
dépassée.  
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4.3  Essais  destructi fs  

4.3. 1  Essais  destructi fs  pour l ’ IEC  601 27-2  et  l ’ IEC  601 27-3  

4.3. 1 . 1  I l  convien t de  remplacer l es  coupe-ci rcu i t  à  fus ib les  défectueux re levés  au  cours  des  
essais  i nd iqués  dans  l e  Tableau  1  par de  nouveaux échanti l lons  avan t de  procéder à  
l 'échanti l l onnage et aux essais  du  Tableau  2 .  

Tableau  2  (pour l ’ IEC  601 27-2  et l ’ IEC  601 27-3)  –  
Caractéristiques  temps/courant ( IEC  601 27-1 : 2006,  9 .2 . 1 )  

(N iveau  de  contrôle  S4,  essai  destructi f)  

Fraction  en  pourcen tage de  z,  au  mu l tiple  de  I
N
 NQA 

1 , 0  IN  

ou  

1 , 5  IN  
a  

2 , 0  IN  

ou  

2 , 1  IN  

2 , 75  IN  4  IN  1 0  IN   

1 0  40  30  1 0  1 0  0 , 65  

z  =  effecti fs  d 'échanti l l ons  conformes  au  pl an  d 'échanti l l onnage.  

a   Essai  d 'endurance  mod i fi é,  conforme au  9. 4 ,  poi n ts  b)  et  c) ,  de  l ' I EC 601 27-1 : 2006/AMD1 : 201 1 /AMD2: 201 5.  

 

4.3. 1 .2  S i  u n  cri tère  d 'acceptation  au tre  que  zéro  est  spéci fié  dans  l e  p l an  d 'échanti l l onnage  
et s i  un  élément de  remplacement présente  une  défai l l ance  à  2 , 0  IN  ou  2 , 1  IN  d ans  l ' i n terval le  
de  temps  maximal  i nd iqué  dans  la  feu i l le  de  norme  correspondante,  i l  convient  d 'augmenter l e  
courant  d 'essai  j usqu 'à  2 , 2  IN  sans  i n terruption ,  comme su i t:  

Pour l es  é léments  de  remplacement d ’ une  durée  de  fus ion  de  30  m in  au  maximum  à  2 , 1  IN ,  
pendan t 1 0  m in  supplémentaires .  

Pour l es  é léments  de  remplacement d ’ une  durée  de  fus ion  de  2  m in  au  maximum  à  2 , 1  IN ,  
pendant 2  m in  supplémenta ires .  

Pour les  é léments  de  remplacement d ’une  durée  de  fusion  de  5  s  au  maximum  à  2 , 0  IN ,  
pendan t 5  s  supplémentai res.  

S i  l 'un  quelconque  des  é léments  de  remplacement présente  une  défai l l ance  pendant ce  temps  
add i tionnel ,  i l  convien t de  cons idérer l e  l ot  comme inacceptable ,  q uel  que  soi t  l e  cri tère  
d 'acceptation  i nd iqué  dans  l e  programme d 'échanti l l onnage.  

4.3.2  Essais  destructi fs  pour l ’ IEC  601 27-4 

4.3.2 . 1  I l  convien t de  remplacer l es  coupe-ci rcu i t  à  fus ib les  défectueux re levés  au  cours  des  
essais  i nd iqués  dans  l e  Tableau  1  par de  nouveaux échanti l lons  avan t de  procéder à  
l 'échanti l l onnage et aux essais  du  Tableau  3 .  

Tableau  3  (pour l ’ IEC  601 27-4)  – Caractéristiques  temps/courant   
( IEC  601 27-1 : 2006,  9 .2 . 1 )  

(N iveau  de  contrôle  S4,  essai  destructi f)  

Pourcen tage  de  z,  taux mu l ti ple  de  I
N
 NQA 

1 , 25  IN  2  IN  1 0  IN   

20  60  20  0 , 65  

z  =  Nombre  d ’échanti l l ons  conformes  au  prog ramme d ’échanti l l onnage.  
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4.3.2 .2  S i  un  cri tère  d 'acceptation  au tre  que  zéro  est spéci fi é  dans  l e  p lan  d 'échanti l lonnage  
et  s i  u n  é lémen t de  remplacement présen te  une  défai l l ance  à  2 , 0  IN  d ans  l ' i n terval l e  de  temps  
maximal  i nd iqué  dans  la  feu i l l e  de  norme correspondan te,  i l  convient  d 'augmenter l e  courant  
d 'essai  j usqu 'à  2 , 1  IN  sans  i n terruption ,  comme su i t:  

Pour l es  é léments  de  remplacement d ’une  durée  de  fus ion  de  2  m in  au  maximum  à  2 , 0  IN ,  
pendant 2  m in  supplémenta ires .  

S i  l 'u n  quelconque  des  é léments  de  remplacement présente  une  défai l l ance  pendant ce  temps  
add i ti onnel ,  i l  convien t de  cons idérer l e  l ot  comme inacceptable,  quel  que  soi t  l e  cri tère  
d 'acceptation  i nd iqué  dans  l e  programme d 'échanti l l onnage.  

4.3.3  Essais  destructi fs  pour l ’ IEC  601 27-7  

4.3.3.1  I l  convien t de  remplacer l es  coupe-ci rcu i t  à  fus ib les  défectueux re levés  au  cours  des  
essais  i nd iqués  dans  l e  Tableau  1  par de  nouveaux échanti l lons  avan t de  procéder à  
l 'échanti l l onnage et aux essais  du  Tableau  4 .  

Tableau  4  (pour l ’ IEC  601 27-7)  – Caractéristique temps/courant  
( IEC  601 27-1 : 2006,  9 .2 .1 )  – (N iveau  de  contrôle  S4,  essai  destructi f)  

Fraction  en  pourcen tage de  z,  au  mu l tiple  de  I
N
 NQA 

IOVL  2 , 0  IN  

ou  

2 , 1  IN  

2 , 75  IN  4  IN  1 0  IN   

 t2max  ≤  1  h    t8max  ≤  1  s   

 S i  spéci fi é  

t1 mi n  

S i  spéci fi é  

t3mi n  

t4max  

S i  spéci fi é  

t5mi n  

t6max  

S i  spéci fi é  

t7mi n  

 

1 0  40  1 0  1 0  30  0 , 65  

z   =  effecti fs  d ’ échanti l l ons  conformes  au  p l an  d ’échanti l l onnage.  

 

4.4  Cri tères  d 'acceptation  

Un  lot  d 'é léments  de  remplacement m in iatures  fabriqués  conformément à  l ' I EC 601 27  ( toutes  
l es  parties)  est défin i  comme présentant un  n i veau  de  qual i té  acceptable  s i  l es  essais  
spéci fiés  dans  l e  Tableau  1  et  l ’u n  des  Tableaux 2  ou  3  ou  4 ,  réal isés  dans  l 'ordre  i nd iqué,  ne  
condu isent pas  à  constater un  nombre  de  défauts  supérieur à  ce lu i  q u i  est  adm is  par l e  p l an  
d 'échanti l lonnage correspondant.  

I l  convient que  les  essais  d 'acceptation  exigeant des  valeurs  de  NQA moins  ri gou reuses  que  
cel les  i nd iquées  ci -dessus  fassen t l 'obj et  d 'un  accord  spécia l  en tre  l 'u ti l i sateur et  l e  fabricant.  

5 Contrôle  périodique  

5.1  Essais  de  type rédu its  pour l ’ IEC  601 27-2  ou  l ' IEC  601 27-3  

Le  Tableau  5  présente  l es  essais  de  type  rédu i ts  pour l ’ I EC  601 27-2  ou  l ’ I EC  601 27-3.  
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Tableau  5  – Essais  de  type rédu i ts  pour l ' IEC  601 27-2  et  l ' IEC  601 27-3  

Paragraphe  
conformément à  
IEC  601 27-1 : 2006/ 

AMD1 : 201 1 / AMD2: 201 5  

Description  des  essais  ombre  d 'échanti l lons  en  valeur 
décroissan te  de  chu te  de  

tension  

1  
à  
6  

7  

8  

9  

1 0   

1 1  

1 2  

1 3   

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
à  
30  

6 . 1  Marquage  x  x  x  x  x  x  x   

8 . 1  

8 . 4  

D imensions  

D i spos i ti on  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 

9 . 1  Chute  de  tens ion  x  x  x  x  x  x  x   

9 . 2 . 1  
Caractéri sti que  temps/couran t  2 , 0  IN  ou  2 , 1  IN     x       

4 , 0  IN       x    

9 . 4 ,  poi n ts  b)  et  c)  
Essai  d 'endurance  et  pu i ssance  d i ss ipée  
maximale  

x  
       

9 . 3  Pouvoi r de  coupu re          

 1 0  IN  ou  50  IN  

(voi r Note)  

 x    x     

NOTE  Valeu rs  assignées  de  32  mA à  1 25  mA à  soumettre  à  l 'essai  à  50  IN .   

 Valeu rs  assignées  de  1 60  mA à  1 0  A à  soumettre  à  l 'essai  à  1 0  IN .  

 

En  cas  de  défa i l lances,  i l  convient  d 'évaluer l es  résu l tats  d 'essai  comme cela  est spéci fié  au  
7. 2. 3  de  l ' I EC  601 27-1 : 2006/AMD2: 201 5.  

5.2 Essais  de  type rédu its  pour l ’ IEC  601 27-4 

Le  Tableau  6  présente  l es  essais  de  type  rédu i ts  pour l ’ I EC  601 27-4.  
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Tableau  6  – Essais  de  type rédu its  pour l ' IEC  601 27-4  

Paragraphe 
conformément à  
IEC  601 27-1 : 2006/ 

AMD1 : 201 1 /  AMD2: 201 5  

Description  des  essais  Nombre d 'échanti l lons  en  val eur  
décroissan te  de  chu te  de  tension  

1  à  
6  

7  

8  

9  

1 0   

1 1  

1 2  

1 3   

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
à  
30  

6 . 1  Marquage  x  x  x  x  x  x  x   

8 . 1  

8 . 4  

D imensions  

D i spos i ti on  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 

9 . 1  Chu te  de  tens ion  x  x  x  x  x  x  x   

9 . 2 . 1  
Caractéri sti que  temps/couran t  2 , 0  IN    x       

1 0 , 0  IN       x    

9 . 4 ,  poi n ts  b)  et  c)  
Essai  d 'endurance  et  pu i ssance  d i ss ipée  
maximale  

x  
       

9 . 3  Pouvoi r de  coupu re          

 1 0  IN  ou  50  IN  

(voi r Note)  

 x    x     

NOTE  Valeu rs  assignées  de  32  mA à  1 25  mA à  soumettre  à  l 'essai  à  50  IN .   

 Valeu rs  assignées  de  1 60  mA à  1 0  A à  soumettre  à  l 'essai  à  1 0  IN .  

 

En  cas  de  défa i l lances,  i l  convient  d 'évaluer l es  résu l tats  d 'essai  comme cela  est spéci fié  au  
7. 2. 3  de  l ' I EC  601 27-1 : 2006/AMD2: 201 5.  

5.3 Essais  de  type rédu its  pour l ’ IEC  601 27-7 

Le  Tableau  7  présente  l es  essais  de  type  rédu i ts  pour l ’ I EC  601 27-7.  
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Tableau  7  – Essais  de  type rédu its  pour l ' IEC  601 27-7  

Paragraphe conformément à  
IEC  601 27-1 : 2006/ 

AMD1 : 201 1 / AMD2: 201 5  

Description  des  essais  Nombre d 'échanti l lons  en  val eur 
décroissan te  de  chu te  de  tension  

1  à  
6  

7  

8  

9  

1 0   

1 1  

1 2  

1 3   

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
à  
30  

6. 1  Marquage  x  x  x  x  x  x  x   

8 . 1  

8. 4  

Dimensions  

Di sposi ti on  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 

9 . 1  Chute  de  tension  x  x  x  x  x  x  x   

9 . 2 . 1  Caractéri sti que  
temps/courant  

2 , 0  IN  (t2max)    x       

1 0 , 0  IN  (t8max)       x    

9 . 4 ,  poi n ts  b)  et  c)  
Essai  d 'endurance  et  pu i ssance  
d i ss ipée  maximale  

x  
       

9 . 3  Pouvoi r de  coupu re          

 5  IN  or 1 0  IN  or 50  IN  

(voi r Note)  

 x    x     

NOTE  Valeu rs  assignées  de  32  mA à  1 25  mA à  soumettre  à  l 'essai  à  50  IN .  

 Valeu rs  assignées  de  1 60  mA à  1 0  A à  soumettre  à  l 'essai  à  1 0  IN .  

 Valeu rs  assignées  >  1 0  A à  soumettre  à  l 'essai  à  5  IN .  

 

En  cas  de  défa i l l ances,  i l  convien t d 'évaluer l es  résu l tats  d 'essai  comme cela  est spéci fié  
au  7. 2 . 3  de  l ' I EC  601 27-1 : 2006/AMD2:201 5.  
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